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Transformation en Ondelettes
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> Exemple: Déigation &t ccliejgtdiiszifogedasdigee gt
rle nS|te @'ine |mage = contours d’une scene, ou
> dun  électro- encephalogramme
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en fonction de I'echelle est liee a la regularite
du signal. Mesurer cette decroissance asymptotique
revient a faire un «zoom» sur les structures duisignal
avec une echelle qui tend vers zero.
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J ctlon dersingularites par MMIIO
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Lag s Agularités sont détectéees en cherchant
= § a SCiSses ou convergent les modules
a-maxmaux d’ondelettes aux fines echelles.
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OnGelIetes et Classification
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Dans le d

approches 3

L'algorithme entoure plusieurs lesions possibles aprés avoir analysé la transformation en ondelettes des images MR
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Dimension fractale

i

objet dimensicns dimension
euclidienne . fractale

-
Yy ol Lk

T om T T A
Lad bt edd Ten




e -
=R ACTAES AN RN 10 OGN




e ——

¢

(
©
D
O
N
©
>
Q
-d.
=
(0]
C
C







. — ,
Modala frelctelNaE SFOrICrIss




_—
Votivatlog fortisigle el el sis

> Wavelets provide basis functions
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processing fractal-like signals and
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D (115-3.1 mm)

D (31-3.1 mm)

2.80%x0.05%0.02

1 2.74%0.05 2.76x0.04
2 2.85x0.05 2.62+0.04
3 2.78x0.05 2.65+0.03
4 2.83x0.04 2.7520.04
5 2.84*0.05 2.76+0.03
& 2.76X0.05 2.62+0.03

2.69+0.07+0.01

|.a dimension fractale est un bon
indicateur pour détecter les

anomalies des formes cérébrales.

Coupe axiale et sagittale
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La dimension
cr0|ssa 1ce.

Pourd micro-organismes d'une

grand variabilité et deés conditions

di —Jfﬁjm” fde Croissance, Iaidimension

CommeEune
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Dgique

a crojssancemyce

Développement de la structure mycélienne de A. gossypii

Dimension fractale en fonction 27
du développement de A. gossypii
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Log(Speciral Density)
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et de Ilecotlements
sangt CETEDNEl|

400 600
beat number

Vitesse d'écoulement sanguin
(artere cérébrale moyenne d’un
sujet sain).

—

Spectre multifractal calculé par
MMTO. L'ondelette analysante est
la  dérivée seconde  d'une
gaussienne. Ce spectre est une
moyenne de 10 enreglstrements de
5 sujets.




Sigieulie multifractale clyn.e- P
réolicua Signmlie|tic

L/CT1 I19ILT opcCculLl dl

=
=
[
| =4
T
|
=
=
=]
@
o
w

Log (Frequency)

Magnitude

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

QOeccurrence Sequence

95 100 105 1.10 1.15

0




S Problématique
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Recherche de
Parameétres statistiques
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Identification des
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d'endommagement
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Corrélation avec
les conditions
de sollicitation

Amélioration de la tenue en
fatigue du produit fini
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Example of digitized fracture surface
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1D fracture profiles, extracted from the digitized
fracture surface



‘ ‘densﬁectrale des pr'oflls de rupture

log(PSD(¥))

Fréquence spatiale(mm)

Décroissance en loi de puissance du spectre de Fourier

{

Auto-affinité des profils (avec
I'exposant de Hurst _=0.66)




Analyse téMps=échelle des profils de_rupture
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Holder exponent

. Multifractal spectrum of different
profiles







